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Leica Map Start

Software de procesamiento de imagenes de superficies y metrologia.
La ampliacion para Leica Application Suite

Living up to Life eLca

MICROSYSTEMS



Procesamiento y analisis de imagenes

de superficies de estandar industrial

Leica Map Start es el paquete de pro-
gramas basico de la serie Leica Mapy se
usa para ver y analizar la geometria y la
textura de las superficies. Entre sus fun-
ciones se encuentran: la visualizacion
de todas las caracteristicas de las su-
perficies medidas, la personalizacion de
las caracteristicas basicas de las super-
ficies, incluyendo distancias, angulos
y alturas de pasos, y el calculo de los
parametros de la textura de las superfi-
cies. Disponemos de una amplia gama
de modulos opcionales para aquellos
casos en los que se requiera un anali-
sis mas avanzado de las superficies.

Basada en la tecnologia de estandar in-
dustrial Mountains Technology®, Leica
Map Start crea detallados informes
metroldgicos visuales de las superficies
dentro de un entorno de autoedicion al-
tamente intuitivo*.
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Leica Map

Gracias a su cddigo de 64 bit nativo,
que aprovecha de forma optima los pro-
cesadores de nicleo mltiple y, de esta
manera, proporciona calculos y pro-
cesamientos mas réapidos, Leica Map
Start es la solucion perfecta para anali-
zar mediciones rapidas de superficies
industriales realizadas con realizadas
con microscopios, estereomicroscopios
y microscopios Leica en laboratorios,
centros de produccion y en campo.

- 3D Parameters Report s

This surface shows
the waviness components.
The parameters calculated on this surface
2re waviness parameters but their names

o not change (according to 150 rules).

This surface shows
roughness components.
The parameters calculated on this surface are
roughness parameters but their names do

not change (according to 150 rules)

* Mountains Technology® es una marca registrada de Digital Surf SARL.



Mas detalles con

las vistas simultaneas de imagenes

Los microscopios Leica con enfoque
motorizado son capaces de generar
mapas en altura de la topografia de
la superficie, imagenes en color ver-
dadero e imagenes de intensidad.
Utilizando el software Leica Map Start,
podra manipularimagenes topograficas,
de color o de intensidad al mismo tiem-
po, por ejemplo al aumentar una carac-
teristica de la superficie, o por separado,
por ejemplo al caracterizar la textura de
la superficie de la topografia. También
podréavolar por encima de una superficie

siguiendo una ruta predefinida e incluso,
con la opcion 4D Analysis, podra volar
por encima de una serie de superfi-
cies segln vayan cambiando con res-
pecto al tiempo u otra dimension fisica.

La capacidad de superponer la imagen
de color o de intensidad sobre la topo-
grafia hace posible ver la topografia de
la superficie en color verdadero y lo-
calizar defectos, por ejemplo fracturas,
los cuales se ven mejor en la imagen de
intensidad.

Ademas, las imagenes se pu-
eden corregir 'y real-
zar aplicando sobre las mismas una
amplia gama de herramientas, como por
ejemplo: inversién y rotacion, umbral
(para eliminar picos andmalos), retoque
y suavizado.
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Vista 3D de una imagen de color de foco extendido

Vista 3D de una imagen de mapa de profundidad en seudocolor



Caracterizacion de la superficie

IS0 25178

Height Parameters
Sa 1058 um  Arithmetic mean height
5q 119 um  Root mean square height
Sp 193 um  Maximum peak height
Sv 363 pum  Maximum pit height
5z 556 pum  Maximum height
Ssk -0.101 Skewness
sku 1.83 Kurtosis
Functional Parameters
Smr 0.0169 %% Areal material ratio
Smc 154 um  Inverse areal materal ratio
Sxp 194 um  Extreme peak height

Pardmetros de altura y de proporcién de material

025 05 075 1 125 15 175 2 225 25 275 mm
1 2 3 4 5 6

Maximum height 254 ym 271 ym 272 ym 277 ym 288 ym 283 pm

Mean height 242 ym 266 ym 263 um 271 pm 282 ym 274 pm

Width 0.0393 mm 0.0673 mm 0.0785 mm 0.0785 mm 0.0841 mm 0.0841 mm

Mediciones de altura

Leica Map Start contiene un juego de herramientas basicas
para la caracterizacion de la geometria de la superficie. Cal-
cula las distancias y angulos en superficies y perfiles (sec-
ciones tipo multipunto verticales) y las alturas de pasos en
perfiles.

Losparametrosdealturayde proporcionde material se calculan
sobreelareadelatexturadelasuperficie,deacuerdoconlanue-
va norma IS0 25178. El corte entre los componentes de aspere-
zayondulacion de la superficie se calcula de forma automatica.
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Superficie después de la eliminacion de formas
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Los médulos opcionales, especialmente Basic Surface Tex-
ture, Contour Analysis y Advanced Contour Analysis, pro-
porcionan herramientas adicionales para el anélisis de la
geometria y la textura de la superficie, de la superficie.



Trazabilidad combinada con

interactividad

En Leica Map Start un documento de
andlisis de superficie se genera visual-
mente, imagen a imagen. Cada paso en
el andlisis — por ejemplo, la generacion
de una imagen 3D, un estudio analitico
de la geometria o la textura de la super-
ficie, la insercion de una identificacion
en una medicién — se registra en un
flujo de trabajo jerarquico que mues-
tra las dependencias entre los pa-
sos, lo que proporciona una trazabi-
lidad metrolégica completa.

Leica Map Start es completamente in-
teractivo. Es posible realizar un ajuste
fino de cada paso del flujo de trabajo —
se puede, por ejemplo, cambiar de forma
interactiva la ubicacion de un perfil ex-
traido de una superficie — y los pasos
dependientes se recalculan automatica-
mente. Se pueden insertar nuevos pa-
sos en cualquier momento. Para ahorrar
tiempo, también es posible guardar se-
cuencias de pasos usados con frecuen-
cia, para luego insertarlas en cualquier
documento.

4 Leica Map Start - Leica Map Template - Grit 3.mnt*
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Companeros ideales —

LLAS Montaje y Leica Map

Mediante LAS Montaje y un microscopio
Leica se adquieren una serie de planos
de imagenes en un rango conocido de la
region de enfoque de una muestra. De
esta pila se obtienen un mapa de profun-
didad y una imagen de foco extendido.
Estas imagenes se analizan automati-
camente, aplicando un documento de
analisis existente de Leica Map Start
como si fuese una plantilla. En entor-
nos rutinarios, un metrélogo puede pre-
parar esta plantilla y protegerla contra
modificaciones por parte de personal no
autorizado. El flujo de trabajo de anali-
sis de la plantilla se aplica automatica-
mente a cada medicion en la serie. Tam-
bién se genera de forma automatica un
informe en cada medicién. Los informes
pueden incluir mensajes de éxito/error,
con indicaciones verdes/rojas, como en
los semaforos.

Estadisticas opcionales

El médulo opcional Statistics propor-
ciona parametros actualizados dinami-
camente en series de mediciones, in-
cluyendo los pardmetros de capacidad
(Cpk) para monitorizar la repetibilidad
del proceso de produccion. Puede anal-
izar diferentes grupos de mediciones.
Los resultados se pueden exportar al
formato de Excel para ser usados en un
sistema externo de gestion de la calidad.

Zmean(2) - Zmean(1) = 1.43 mm
Step height outside tolerance

Zmean(2) - Zmean(1) = 1.36 mm
Step Height OK

Imagen de dos superficies similares en las que se muestra el
simbolo de luz de seméforo. La altura de paso medida en la
superficie superior no cumple el requisito, la inferior si.




Analisis detallado de la textura de la

superficie

Elméduloopcional Basic Surface Texture
proporciona funciones adicionales para
el andlisis de la textura de la superficie.

Los estudios geométricos incluyen: el
célculo de areas de picos y valles en
perfiles de seccion vertical, volimenes
de elevaciones y agujeros, y alturas
de paso entre zonas en las superficies
(por ejemplo la valoracion de electroni-
ca en capas y componentes mecani-
cos, sistemas microelectromecani-
cos y placas de circuitos integrados).

Los estudios funcionalesincluyen:la cur-
va Abbott-Firestone (o de proporcion de
material), el histograma de distribucion
de profundidadylasustraccion de super-
ficie (aplicada en estudios triboldgicos,
incluyendo estudios de apoyo y sellado
de superficies y capas de desgaste).

Asimismo, los componentes de aspe-
reza y ondulacién de una superficie se
pueden separar usando las técnicas
avanzadas de filtrado segtn IS0 16610 e
ISO 4287 , de forma que se calculan los
parametros primarios y de aspereza.
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Surface (mm=) 0.594
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Max. depth/height (um) 405
Mean depthiheight (um) 239

Area de medicion de corte transversal
por debajo de la superficie media

Zmean(2) - Zmean() :
Angle difference :

ZMean :

286 ym
165°

Areat Area2
M3gm  M2pm

Célculo del volumen de un
agujero definido manualmente

5 9 0 1 42 13 15 15 6%

Coplanaridad de las zonas de contacto de un

componente electronico usando el estudio de
altura de paso (superficies)

Curva Abbott-Firestone e histograma de distri-
bucién de profundidad




Analisis de granos y particulas

El modulo opcional Grains & Particles
detecta y analiza granos, particulas,
islas (colectivamente denominados
como “granos”) y otros elementos
caracteristicos.

Los granos se separan del fondo del
plano horizontal usando técnicas
de binarizacion. Las estadisticas se
generan para todos los granos, para
un subgrupo de granos o para granos
individuales (area, perimetro, dia-
metro, factor de forma, relacion de
aspecto, redondez, orientacion, etc.).

La separacion por umbral de los picos, en este
caso, no selecciona los detalles

Los granos se pueden ordenar por
grupos, en base a un valor de umbral
o cualquier otro parametro. Esta topo-
grafia de granos se puede visualizar
independientemente del fondo. Los
granos también se pueden analizar en
el eje vertical, enrelacion a una altura
de umbral especifica. En este caso,
los parametros de altura y volumen se
generan en adicion al area, etc.

Una superficie esta dividida en ele-
mentos caracteristicos, aplicando a
la misma una segmentacion por pun-
tos de inflexion (divisorias).

La imagen en seudocolor muestra picos en el

mapa de profundidad

Los elementos pequefios o insignifi-
cantes se pueden fusionar en elemen-
tos mas grandes, en base a criterios
configurables por el usuario. La de-
teccion de formas de los elementos
significa que las esferas se pueden
ajustar a elementos, por ejemplo en la
caracterizacion de lentes. La altura,
el area, el volumeny otros parametros
se generan. El anélisis de elementos
caracteristicos se puede aplicar para
encontrar relaciones entre las ubica-
ciones de picos y valles o para el ren-
dimiento funcional.

El sistema encuentra regiones de los picos

Tamario estimado de los picos, mostrados
como circulos



Analisi de controno, analisis

espectral, analisis 4D y mosaico

mm GL
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© 5.06572 mm

Imagen de foco extendido del componente

Analisis de controno

Hay dos modulos opcionales para el analisis de contor-
nos, el analisis dimensional de la geometria de un compo-
nente en cortes transversales extraidos de la superficie.

El mddulo Contour Analysis proporciona funciones de
dimensionado geométrico para perfiles extraidos en el
eje Zy en el plano XY. Las dimensiones se calculan usando el
autodimensionado y herramientas interactivas.

El médulo Advanced Contour Analysis compara los perfiles
con modelos CAD (DXF) o con formas nominales definidas
por el usuario, las cuales pueden incluir grandes tolerancias
posicionales. Proporciona un detallado analisis de desvi-
acion de formas y genera un informe de andlisis completo.

Dimensiones del contorno horizontal usando la opcion de anélisis
avanzado del contorno

Analisis 3D Fourier, analisis 4D y mosaico

El mddulo opcional 3D Fourier Analysis se usa pa-
ra filtrar imagenes con ruido y para eliminar frecuen-
cias especificas editando directamente la FFT. Tam-
bién proporciona herramientas de analisis espectral.

El médulo opcional 4D Analysis proporciona la visualizacion
y el andlisis estadistico de la evolucion de la superficie con
respecto al tiempo, la temperatura u otra dimension fisica.

Partiendo de mdltiples imagenes, el médulo opcional Surface
Stitching compone una (nica imagen mosaico preparada
para ser analizada en los tres ejes.



Especificaciones de Leica Map Start

Compatibilidad con instrumentos

> El software Leica Map Start esta disefiado para
microscopios, macroscopios y microscopios este-
reoscopicos de Leica con enfoque motorizado mo-
torizado y requiere tener instalado el software LAS
Montaje.

Configuracion recomendada del ordenador

» Minimo recomendado: Windows 7 o Vista; 4 GB RAM;
procesador de nlcleo multiple; resolucién grafica de
1280x1024 pixeles o superior en color verdadero. 250
MB de espacio en disco duro; tarjeta grafica con
aceleracion OpenGL; puerto USB para dongle.

Entorno de autoedicion

» Cree un detallado informe metrolégico visual, imagen
a imagen, en un entorno de autoedicion intuitivo, en
formato de pantalla, vertical o apaisado.

» Trabaje en uno de los seis idiomas idiomas europeos,
en japonés, en chino mandarin o en coreano.

Caracteristicas de productividad

» Guarde secuencias de pasos de analisis habituales y
reutilicelas en cualquier documento.

» Use cualquier documento como si fuese una plantilla
para el analisis automéatico de juegos de mediciones
similares.

» Navegue a cualquier parte del documento con un solo
clic, usando el visor de paginas.

Leica Map Premium

Ademaés de poder comprar Leica Map Start junto con modu-
los opcionales, también dispone de la opcion de adquirir o
actualizar a Leica Map Premium. Leica Map Premium es un
paquete de procesamiento y analisis de imagenes de super-
ficie de alta gama. Incluye todas las funciones de Leica Map
Start y todos los médulos opcionales, excepto los médulos
Advanced Contour Analysis y Statistics.

Leica Map Premium es una solucion universal, compatible
con perfilometros tactiles y dpticos punto a punto, asi como
con microscopios dpticos o de escaneado. Asimismo, Leica
MapPremiumincluyenumerosascaracteristicasadicionales
que no se incluyen en Leica Map Start o en sus mdadulos
opcionales, como por ejemplo, las herramientas especificas

» Elflujo de trabajo jerarquico garantiza una completa
trazabilidad metroldgica.

» Realice un ajuste fino de cualquier paso en cualquier
momento, con recalculo automatico de los pasos de-
pendientes.

Procesamiento de imagenes 3D en tiempo real

» Veaiméagenes topogréaficas en 3D en tiempo real, su-
perponga imagenes de color (RGB) y de intensidad en
la topografia.

» Vuele sobre las superficies y grabe esos vuelos como
videos.

» Seleccione cualquier paleta de color para la escala
vertical y realice un ajuste fino, automatico o interac-
tivo, para resaltar las caracteristicas de la superficie.

Correccion de datos y eliminacion de ruidos
» Invierta, rote, voltee la superficie, elimine la inclinacion
nominal de la superficie, borre puntos andomalos, re-

toque areas, suavice puntos de datos.

Dimensiones
» Mida distancias y angulos en perfiles y superficies,
mida pasos de altura en perfiles.

Parametros IS0 3D de texturas de superficies
» Calcule los pardmetros 3D de altura y proporcion de
material (ISO 25178, EUR 15178).

para el andlisis funcional avanzado, el anélisis de la isotro-
pia de la superficie, la direccionalidad y la periodicidad, el
analisis fractal o el analisis de la subsuperficie.

Los estudios funcionales de la curva Abbott-Firestone en
la superficie, la distribucion de profundidad y las zonas
de desgaste y lubricacion, junto con el volumen funcional
segun IS0 25178 o los parametros hibridos y espaciales son
importantes en las aplicaciones tribolégicas. Las subsu-
perficies se extraen (por ejemplo de superficies mecanicas
o electronicas en capas) y se analizan exactamente de la
misma forma que las superficies plenas. También se calcu-
lan los parametros de planeidad segtn IS0 12781.



Modulos opcionales de Leica Map Start

Basic Surface Texture

» Superficies y perfiles de nivel.

» Calcula el area de picos y valles, asi como el volumen
de elevaciones y agujeros.

» Calcula la composicion de material/vacio y el grosor de
hasta tres planos de superficie verticales.

» Sustrae una superficie de otra (desgaste).

» Mide las alturas de pasos en superficies.

» Aplica técnicas avanzadas de filtrado de asperezas/on-
dulaciones segn 1ISO 16610 (filtros Gaussian y spline).

» Calcula los parametros primarios y de aspereza segun
1SO 4287.

Grains & Particles

» Detecta granos y particulas, y las separa del fondo
sobre el eje horizontal; genera estadisticas de todos los
granos, de los seleccionados o de granos individuales
(area, perimetro, diametro, factor de forma, relacion de
aspecto, redondez, orientacion, etc.).

» Detecta islas por encima de una altura de umbral
especificada y genera parametros de altura y volumen,
en adicion al area, para todas las islas, para las selec-
cionadas o para islas individuales.

» Divide una superficie en elementos caracteristicos
aplicando la divisoria. Detecta las formas de los
elementos caracteristicos y ajusta las esferas a estos
elementos donde es posible. Genera estadisticas de
todos los elementos caracteristicos, de los selecciona-
dos o de elementos individuales. Calcula los paramet-
ros de las caracteristicas (IS0 25178).

Contour Analysis

» Mide dimensiones, radios, didmetros, angulos en cor-
tes transversales verticales u horizontales.

» Define formas nominales usando el autodimensionado
y herramientas interactivas.

» Especifica tolerancias y comprueba desviaciones de
forma.

Advanced Contour Analysis
» Muestra graficos ampliados de desviaciones de forma.
» Analiza superficies con grandes tolerancias
posicionales.
» Compara datos de mediciones con modelos CAD (DXF).

Statistics
» Genera estadisticas en grupos de mediciones
mdltiples.
» Actualiza dinamicamente las estadisticas cuando se
realizan nuevas mediciones.
» Genera parametros de capacidad (Cpk) para monitori-
zar la repetibilidad del proceso de produccion.

3D Fourier Analysis

» Filtra imagenes con ruido mediante la modificacion del
umbral en la FFT

» Filtra frecuencias especificas mediante la edicion
directa de la FFT

» Analiza el espectro de frecuencias, la densidad de
potencia espectral, etc.

» Calcula correlaciones automaticas e inter-
correlaciones.

4D Analysis
» Muestra y analiza la evolucion de la superficie respec-
to a una 4* dimension (tiempo, temperatura, etc.)
» Vuela sobre una superficie conforme cambia y graba
un video de la misma.
» Genera estadisticas de los cambios de la superficie.
> Realza las dreas de cambios significantes.

Surface Stitching
» Amplia el campo visual al combinar automaticamente
multiples mediciones.
» Amplia el rango vertical juntando mediciones realiza-
das a diferentes alturas en una sola superficie.



66 ° e 99
Con el usuario, para el usuario” —

Leica Microsystems

Leica Microsystems opera a nivel global en cuatro divisio-
nes, ocupando puestos lideres del mercado.

® Life Science Division

La division de Ciencias de la Vida de Leica Microsystems
satisface las necesidades de captura y procesamiento
de imagenes de la comunidad cientifica, gracias a un
elevado grado de innovacion y a una gran experiencia
técnica en lo que a visualizacion, medicion y analisis
de microestructuras se refiere. Nuestro gran afan por
comprender las aplicaciones cientificas ha propiciado
que los clientes de Leica Microsystems se sitien a la
vanguardia de la investigacion cientifica.

¢ Industry Division

El principal interés de la division de Industria de Leica
Microsystems consiste en ayudar a los clientes a con-
seguir resultados de la mayor calidad posible, gracias
a los mejores y mas innovadores sistemas de captura y
procesamiento de imagenes para asi observar, medir y
analizar las microestructuras en aplicaciones industri-
ales tanto rutinarias como de investigacion, en la Ciencia
de materiales y el control de calidad, en investigaciones
forensesy en aplicaciones educativas.

® Biosystems Division

La division de Biosistemas de Leica Microsystems pone
al serviciotanto de los laboratorios de histopatologia como
delosinvestigadores en este ambito, la gama de productos
mas ampliaydemayor calidad del sector. Desde los propios
pacientes hasta los profesionales de la patologia, dicha
gama incluye el producto ideal para cada uno de los pro-
cesos histolégicos, asi como soluciones de flujo de trabajo
para el laboratorio en su conjunto, caracterizadas por su
alto nivel de productividad. Gracias a sus completos sis-
temas para histologia, que incorporan una serie de fun-
ciones automatizadas innovadoras, asi como reactivos
Novocastra™, la Division de Biosistemas garantiza una
atencion de mayor calidad al paciente, a través de un
tiempo de respuesta reducido, de un diagndstico de con-
fianza y de una estrecha colaboracion con los clientes.

® Medical Division

El principal objetivo de la division médica de Leica
Microsystems es asociarse con los microcirujanos para
proporcionarles asistencia en el cuidado de sus pacien-
tes gracias a la tecnologia quirirgica de mayor calidad y
mas innovadora en materia de microscopia, tanto en la
actualidad como en un futuro.

www.leica-microsystems.com

La fructifera colaboracién “con el usuario, para el usuario” ha sido siempre la base del poder in-
novador de Leica Microsystems. Sobre esta base hemos desarrollado los cinco valores de nuestra
empresa: Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science y Continuous Improve-
ment. Darle vida a estos valores significa para nosotros: Living up to Life.

Presencia mundial

Alemania:
Australia:
Austria:
Bélgica:

Canada:

Corea del Sur:

Dinamarca:
EE.UU.:
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Francia:
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Italia:
Japon:
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Hong Kong

Heerbrugg

Tel. +49 64 41 29 40 00
Tel. +61 2 8870 3500
Tel. +43 1486 8050 0
Tel. +322790 98 50
Tel. +1 905 762 2000
Tel. +82 2514 65 43
Tel. +45 4454 0101
Tel. +1 847 405 0123
Tel. +34 93 494 95 30
Tel. +33 811 000 664
Tel. +31 70 4132 100
Tel. +44 800 298 2344
Tel. +39 02 574 861
Tel. +81 3 5421 2800
Tel. +46 8 625 45 45
Tel. +351 21 388 9112
Tel. +852 2564 6699
Tel. +65 6779 7823
Tel. +41 71726 34 34

y representaciones en mas de 100 paises

Fax +49 64 41 29 41 55
Fax +61 2 9878 1055
Fax +43 1 486 80 50 30
Fax +32 2 790 98 68
Fax +1 905 762 8937
Fax +82 2 514 65 48
Fax +45 4454 0111
Fax +1 847 405 0164
Fax +34 93 494 95 32
Fax +33 1 56 05 23 23
Fax +31 704132109
Fax +44 1908 246312
Fax +39 02 574 03392
Fax +81 3 5421 2896
Fax +46 8 62545 10
Fax +351 21 385 4668
Fax +852 2564 4163
Fax +65 6773 0628
Fax +41 71726 34 44
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